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Kutatas témarovid leirasa:

A kutatés célja a napjaink innovécidiban és alkalmazasaiban fokozodo jelentéséggel
megjelend nanoszerkezetek, illetve nanostrukturdt bevonatok hatékony és roncsolasmentes
spektroszkopiaia ellipszométeres mingsitéséhez szilkséges modellek kidolgozasa, a kilonbozé
anyagi  rendszerek  méretfiiggd  dielektromos-térképeinek  alapvetéen  hianypotléd
meghatérozésa.

A doktorans feladata olyan (funkcionalis) nanostrukturalt bevonatok (pl. SiO, TiOs,
ZnO) elballitdsa nedves kémiai modszerek felhasznalasaval, amelyek az ellipszométeres
vizsgalatok szempontjébdl optimélis modellszerkezetként is hasznalhatdak. Az alkalmazott —
alapvetéen szol-gél és Langmuir-Blodgett tipusi — eljarasokkal szerkezetileg véltozatos
vékonyrétegek eléallitadsa, adalékolasa fémmel (pl. Au, Ag, Al), kombindlasa pl. félvezets (pl.
CdSe), nemesfém (pl. Au), illetve mag-hg tipusi (pl. Au-SiO,) részecskékkel. Tovabbi
feladat a prepardlt strukturak, illetve modellrendszerek mingsitése elsésorban spektroszkdpiai
ellipszometridval éstovabbi fliggetlen mérési mddszerekkel (SEM, AFM, TEM, XRD, optikai
spektroszkoia, dinamikus fényszoras, stb).
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A kutatés téma el6zményei:

A munka célja kulénbdz6 modon |étrehozott nanokristélyos struktirak optikai modellezése
spektroszkopiai ellipszometriai mérésekhez. A jelentkezé bekapcsolddhat egy 2007-ben az
MFA részvételével indult EU-FP6 projektbe (http:/fcs.itc.it/anna) ill. annak folztatasdba.
Megfelelé eredményesseg esetén lehet6séget biztositunk publikalasra
(http://mwww.mfakfki.hu/photondp/ndestest/ellipso/publications-2006.html), konferencidkon,
valamint kilféldi egytttmiikddésekben valo részvételre.

A kutatés témaismertetése: A probléma alapvet6 fontossagi a modern elektronikai
anyagok fejlesztésében. Egy 2007-ben indulé EU-FP6 ill. reményeink szerint egy 2011-ben
indulé EU-FP7-es projekt magyar partnereként az MFA roncsolasmentes anyagvizsgélati
kutatocsoportja széleskorii optikal kisérletsorozatot inditott nanokristalyos szerkezetek
vizsgdlatéra. A programba bekapcsolddo diplomézonak/doktorandusznak megfeleld
eredmeényesseg eseten lehet6séget biztositunk publikélasra
(http://www.mfakfki.hu/photondp/ndestest/ellipso/publications-2006.html), konferencidkon,
valamint kilfoldi egyittmikoddésben (http:/fes.itc.it/anna) valo részvételre. A PhD munkaa
projektekbdl finanszirozhatd, amennyiben a jeldlt az ehhez szilkséges feltételeket teljesiti. Az
atalunk elsédlegesen hasznélt médszer a spektroszkdpiai ellipszometria, amely
nagypontossagu réteg- és anyagszerkezet-meghatarozéast tesz lehet6vé. Célunk az optikai
modellek finomitésaval a nanokristdlyok méretének, szerkezetének és eloszlasanak minél
pontosabb vizsgélata. A vizsgdlt anyagrendszerek széles spektrumot dlelnek fel, foként
félvezet6technoldgial (implantacidval vagy levélasztassal |étrehozott nanokristdlyok meméria
eszkdz0khoz) és szenzorikai (pl. porézus szilicium) alkalmazésokhoz kétédnek. Csoportunk
sajat fejlesztési (MATLAB, PASCAL) és kereskedelmi kiértékelszoftverekkel és
meréberendezésekkel egyarant rendelkezik, illetve hozzaférésiink van szamos hazai és
kulfoldi berendezéshez.

A jelentkezével szemben tamasztott elvarasok: Analitikus gondolkodésra és 6ndlld
problémamegoldasra valo készség. Programnyelvek ismerete elény (MATLAB, C, Pascal).
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